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1. WSTEP 2. PODZIAL I OZNACZENIE

1.1. Przedmiot normy. Przedmioiem normy sg ogdlne
wymagania i badania dotyczace pamigci operacyjnych
o réwnoleglym zapisie informacji, w ktorych noénikiem
informacji s3 elementy magnetyczne lub pélprzewodni-
kowe.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obowiazuje w
zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i eksplo-
atacji pamigci operacyjnych wykonanych jako pamigci
magnetyczne i pétprzewodnikowe.

1.3. Okreslenia

1.3.1. pamigé operacyjna — pamig¢ o dostgpie bez-

“posrednim, stuzaca do przechowywania aktualnie reali-

zowanego programu (Jub jego fragmentu) oraz nie-

zbg¢dnych danych.

1.3.2. zwrot do pamieci — impuls rozpoczynajacy
konkretng operacjc w pamigci.

1.3.3. czas cykie pamieci — najkrétszy czas migdzy
dwoma kolejnymi zwrotami do pamigci dla wykonania
W niej operacji. \

1.3.4. czas dostepu (do informacji) — przedzial czasu
migdzy zwrotem do pamigci a momentem, w ktérym
odczytana informacja jest dostepna na wyjsciu pamigci.

1.3.5. czas odswiezania wiersza (dla dynamicznej pi-
mi¢ci potprzewodnikowej) — czas miedzy dwoma ko-
lejnymi zwrotami do pamieci konieczny do zregene-
rowania informacji w jednym wierszu w elemencie sca-
lonym pamigci.

1.3.6. czas cyklu od$wiezania pamieci (dla dynamicz-
nej pamieci potprzewodnikowej) — wymagany czas, w
ktorym powinno nastapi¢ catkowite zregenerowanie in-
formacji w pamigci.

1.3.7. Pozostate okreslenia — wg PN-83/T-42106.

Kategorie urzadzen, grupy zapylenia i budowa ozna-
czen — wg PN-83/T-42106.

Nazwy pamigci w oznaczeniach powinny mie¢ formg:
PAMIEC OPERACYJNA FERRYTOWA, PAMIEC
OPERACYJINA POLPRZEWODNIKOWA, PAMgEC
OPERACYJNA CIENKOWARSTWOWA itp.

3. WYMAGANIA

3.1. Kompletno$¢ — wg PN-83/T-42106.

3.2. Wykonanie i wyglad zewnetrzny — wg PN-33/
T-42106.

3.3. Cechowanie — wg PN-33/T-42106.

3.4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy wiacza-
niu zasilania — wg PN-83/T-42106.

3.5. Napiecie zasilania pamigci -— wg norm przed-
miotowych.

3.6. Marginesowanie napieé¢ statych. Pamie¢ operacyj-
na powinna poprawnie funkcjonowac przy zmianie na-
pigé zasilajacych o £5% wzgledem wartosci znamio-
nowyci przy najmniej korzystnych kombinacjach bi-
towych, w ktorych sygnal informacyjny ma wartos¢
minimalina, a zaktdcenia przy tym maja warto$¢ malksy-

malng.

Kombinacje odchytek od wartodci  znamiono-
wych — wg norm przedmiotowych.

3.7. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy zaniku
napie¢ i wewneirzaym zwarciu — wg norm przedmio-
towych.

3.8. Czas przygotowania urzgdzenia dc¢ pracy — wg
norm przedmiotowych.
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3.9. Rodzaj pracy — wg PN-83/T-42106.
3.10. Wymagania funkcjonalne
3.10.1. Pojemno$¢ informacyjna E. Pojemno$¢ infor-

macyjna bloku (modutu) pamigci operacyjnej okresla .

si¢ w bajtach informacji, gdzie bajt odpowiada 8 bitom,
bez uwzglednienia bitdéw kontrolnych. Warto$¢ pojem-
nosci bloku (modutu) pamigci operacyjnej nalezy do-
biera¢ wg wzordw:

E=2 K dla £ =2 K (1)
E=2 - -M dla E =2 M 2)
l 1
E=-T‘K dla £ < K 3
gdzie:
r = 0,1, 2, 3,
K = 1024 bajty,
M = 1024 K.

3.10.2. Pojemnoé,c' komoérki pamigci C okredla sie¢ w

bitach, ktorych liczbe (bez uwzglednienia bitéw kon- -

trolnych) nalezy dobra¢ z szeregu

C = 4n, C = 8n 4)
gdzie n = 1, 2, 3,.... (liczby naturalne).

3.10.3. Parametry czasowe pamigci operacyjnej — wg
normy przedmiotowej, w ktdrej czas cyklu pamigci
T, (dla pamigci z odczytem niszczacym cykl odczyt-za-
pis; dla pamigci z odczytem nieniszczacym cykl odczyt),
czas cyklu zapisu T, (dla pamigci z odczytem nieniszcza-
cym), czas dost¢gpu (do informacji) Ty, czas od$wieza-
nia wiersza 1, (dla dynamicznej pamigci pdtprzewod-
nikowej) i czas cyklu od§wiezania pamigci T, (dla dy-
namicznej pamigci potprzewodnikowej) nalezy podawac
w mikrosekundach.

Dopuszcza si¢ podawanie parametréw czasowych pa-
migci operacyjnej w nanosekundach.

3.10.4. Parametry sygnatow wejSciowych i wyjscio-
“ wych pamieci operacyjnej powinny odpowiadaé para-
metrom sygnaléw zastosowanych elementow.

3.10.5. Zapewnienie zachowania informacji przy zani-
ku napigé zasilajacych — wg norm przedmiotowych.
3.11. Zamienno$¢ czeSci — wg PN-83/T-42106.

3.12. Wspélpraca z urzadzeniem sterujacym lub kon-
trolnym — wg PN-83/T-42106.

3.13. Interfejs wejscia-wyjScia — wg PN-83/T-42106.

3.14. Odpornos¢ na warunki pracy. Pamieé operacyj-
na powinna by¢ odporna na warunki pracy wg PN-83/
T-42106.

3.15. Wytrzymato$s¢ na warunki transportu. Pamiec
operacyjna powinna by¢ wytrzymata na warunki trans-
portu wg PN-83/T-42106.

3.16. Konstrukcja — wg PN-83/T-42106.

3.17. Maksymalne wymiary pamigci — wg PN-83/
T-42106. .

3.18. Maksymalna masa pamigci — wg PN-83/
T-42106.

3.19. Obcigzenie dla wolno

podtoza pamigci

stojacych — wg PN-83/T-42106.

3.20. Moc jednostkowa pobierana przez pamigé ope-
racyjng (P,) powinna byé wyliczana w mW/bit
wg wzoru

: P
P, = ——— - 10¢ (5)
N - C
gdzie:
N — liczba adreséw pamigci,
C — pojemno$¢ komdrki pamieci,
P — moc zasilania, W,
n
p:Z U I,
i=1
n — liczba napieé zasilania,
U, — i-ta warto$¢ znamionowa napiecia, V,
I; — natezenie potrzebne dla i-tej warto$ci znamio-

nowej napi¢cia, A.
Moc pobierana przez pamigé operacyjng nie powinna °

‘przekracza¢ 1 mW/bit.

3.21. Poziom hatasu — wg PN-83/T-42106.

3.22. Niezawodno$¢ — wg BN-85/3108-01, BN-78/
3108-03. Warto$¢ sredniego czasu pracy migdzy dwoma
kolejnymi uszkodzeniami oraz $redniego czasu pracy
migdzy dwoma kolejnymi przeklamaniami powinna
byé szczegbtowo ustalana w normach przedmiotowych
w’ zalezno$ci od pojemnosci pamigci operacyjnej, lecz
nie mniejsza niz podana w tabl. 1.

Uszkodzenia powodujace przeklamania ujawniane i
korygowane przez system kontrolny pamigci nie s3
W niniejszej normie uznawane za uszkodzenia.

Tablica 1
Pojemnodé jednostki Sredm czas pracy .rednl czas pracy
oo U miedzy dwoma ko-[migdzy dwoma ko-
pamigct OP”dCyjm‘l’ lejnymi uszkodze- |leinymi przekifama-
bajty - .. L
niami, h niami, h
do 1 K 5000 500
powyzej 1 K do 10 K 3000 300
powyzej 10 K do 10?2 K ' 2000 200
.powyzej 102 K do 10 M 1000 100
powyzej 10 M 250 25

Sredni czas naprawy pamieci operacyjnej nie powi-
nien byé wigkszy niz 0,5 h.

Wsp6tczynnik wykorzystania technicznego pamigci
operacyjnej szczegbtowo ustalany w normach przed-
miotowych powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

3.23. Trwatosé ekspioatacyjna — wg PN-83/T-42106.

3.24. Bezpieczenstwo uiytkowania — wg PN-84/
T-42107.

4. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie — wg PN-83/T-42106.
4.2. Przechowywanie — wg PN-83/T-42106.
4.3.Transport — wg PN-83/T-42106.
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5. BADANIA

5.1. Rodzaje badar (badania niepelne, badania petne),
pobieranie prébek de badan pelnych craz warunki ba-
dan — wg PN-83/T-42106.

5.2. Ocoblne zasady przeprowadzania badan adekwat-
ne do niniejszej normy -— wg PN-83/T-42106.

Badania pamigci operacyjnej powinny by¢ wykony-
wane w zestawie komputera.

Dopuszcza si¢ prowadzenie badan na aparaturze wy-
konanej w postaci oddzielnego symulatora, lub bezpos-
rednio wbudowanej w pamig¢¢, zapewniajacej sprawdza-
‘nie  pamigci.

Aparatura badawcza powinna zapewniac:

a) badania pamigci przy granicznych wartoéciach na-
pie¢ zasilania i czgstotliwosci roboczej,

b) generowanie i przesylanie do badanej pamigci
podstawowych testow konirolnych,

¢) wskazywanie i/lub rejestrowanie przeklaman oraz
miejsc przeklaman podczas przechodzenia ciggdw Les-
towych przez badane urzadzenie,

d) mozliwo$é podiaczenia do wyjs¢ badanego urza-
dzenia w celn wykonywania pomiar6w parametrow sta-
tycznych i dynamicznych.

Przy pomiarze parametrOw statycznych nalezy stoso-
waé przyrzady o dopuszczalnych bigdach pomiaro-
wych w zakresie = 2%.

Btad w pomiarach parametréw czasowych nie powi-
nien przekraczaé +10% wzgledem wartosci znamio-
nowej parametru.

§.3. Zakres badan — wg tabl. 2. Kolejno§¢ — wg
norm przedmiotowych.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wymagan zawartych w 3.1 =3.4;
3.9, 3.11-+3.19, 3.21, 3.23 — wg PN-83/T-42106.

Wymaganie zawarte w 3.14 (odpornos$¢ na warunki
pracy) sprawdza si¢ wg PN-83/T-42106 z tym, ze do-
datkowo podczas badan i po ich zakonczeniu nalezy
sprawdzaé zdelno$¢ urzadzenia do pracy przy margi-
nesowaniu napi¢é staltych oraz parametry czasowe wg
5.4.4.

5.4.2. Sprawdzanie wymagan zawartych w 3.5, 3.7,
3.8, 3.24 — wg norm przedmiotowych.

5.4.3. Sprawdzanie marginesowania ‘napi¢¢  statych
{3.6) oraz pobieranej mocy (3.20) wykonuje si¢ podczas
sprawdzania wymagan funkcjonalnych (5.4.4) wg norm
przedmiotowych.

5.4.4. Sprawdzanie wymagai furkcjonainych — wg
tabl. 3. Zdolno$¢ pamieci operacyjnej do pracy przy
marginesowaniu napi¢é¢ staltych oraz zmianie para-
metrdw czasowych nalezy sprawdza¢ w kolejnosci po-
danej w tabl. 3.

Pomiary parametrow podanych w tabl. 3 nalezy wy-
konywaé za pomoca testow wilasciwych dla danego
typu pamiegci. Zalecane testy przytoczono w zalaczni-
ku. Testy do badania danego typu pamigci operacyi-
nej okre$lono w normach przedmiotowych. Testy te

powinny by¢ wybrane spoSrdéd zalecanych lub
innych.
5.4.5. Sprawdzenie niezawodnoéci — wg BN-83/
2108-02.

Dane zawarte w 3.22 tabl. 1 powinny stuzy¢ do
oceny parametroOw ustalanych podczas badan. .

Tablica 2
Lp. Wyszczegolnienie Wymaganic wg Sprawdzanie wg . ki
niepeine peine

1 2 3 4 S 6

1 Kompletnosé 31 5.4.1 X N

2 Wykonanie i wyglad zewngtrzny 3.2 5.4.1 X ¥
3 Cechowanie 33 54.1 X X

4 Zabezpicczenie przed uszkodzeniem przy wytaczaniu |

zasilania 3.4 5.4.1 X X
5 Napigcie zasilania pamigci 3.5 5.4.2 X X
6 Marginesowznie napigé stalych 3.6 543 X X
7 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy zaniku napigd
i wewngtrznym zwarciu 3.7 5.4.2 X

¥ Czas przygolrowania urradzenia do pracy 3.8 5.4.2 b3

9 Rodzaj pracy 39 541 X |
10 Wymagania funkcionalne 3.10.1 +3.10.5 5.4.1 X
11 Zamienno$é cigsci 3.11 5.4.1 X
12 |  Wspéipraca z urzadzeniem sterujgcym jub kontrolnym 3.12 54.1 X X
13 Interfejs wejscia-wyjécia 313 5.4.1 X
14 Odpornoé¢ na warunki pracy 3.14 5.4.1 X
i5 Wytrzymaio$¢ na warunki transportu 3.15 5.4.1 X
16 Konstrukcja 3.16 5.4.1 X
17 Maksymalne wyimiary pamigcl 217 5.4.1 X
18 Maksymalna masa paraieci 3.18 5.4.1 x
19 Obciazenie podtoza 319 5.4.1 X
20 Moc pobierana 3.20 543 X
21 Poziom halasu 3.21 ! sS4 X
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cd. tabl. 2

Lp. Wyszczegdlnienie Wymaganie wg Sprawdzanie wg Badania
niepetne petne

1 2 3 4 5 6

22 Niezawodnos$¢ 3.22 54.5

23 Trwato§¢ eksploatacyjna 3.23 5.4.1

24 Bezpieczefistwo uzytkowania 3.24 5.4.2 x!)

') Zakres badan niepelnych — zgodnie z norma przedmiotows.
Tablica 3
Lp. Wyszczeg6lnienie Opis

1 Sprawdzenie mocy jednostkowej Zmierzyé sktadowe wzoru (5) i obliczyé moc, postugujac
si¢ tymi wzorami (metoda wg norm przedmiotowych).

2 Sprawdzanie parametréw sygnatéow wyjSciowych Wykonuje si¢ jednoczesnie ze sprawdzeniem zdolno$ci pamigci
do pracy przy marginesowaniu napigé statych i zmian parametréw
czasowych lub bezposrednio po tym.

Parametry sygnaléw wyjSciowych pamigci powinny si¢ zawieraé
w granicach podanych dla odpowiednich typéw elementéw sca-
lonych pamigci poétprzewodnikowe;j.

3 Sprawdzenie zdolnosci pamigci do pracy przy marginesowaniu | Wykonuje si¢ wg testow przytoczonych w zalgczniku; typy tes-

napigé statych i zmianie parametrow czasowych tow dobraé dla konkretnych typéw pamigci.
Pamig¢é operacyjng uznaje si¢ za zdolna do pracy przy margi-
nesowaniu napie¢ stalych, je$li zapisywane do komorek kombi-
nacje bitowe sa tozsame z kombinacjami odczytywanymi z tych
komorek.

4 Okreslenie parametréw czasowych Wykonuje sig za pomoca testow, podanych w programie badan;

a) czas cyklu pamieci (cykl zapis-odczyt dla pamigci ze pomiar wielkosci T, T4, T-. T,, t, wykonuje si¢ odpowiednio do
zniszczeniem informacji, cykl odczyt dla pamigci bez znisz- | wymagan dla konkretnego typu ukladu scalonego stusowanego
czenia informacji), 7. w interfejsiec badanej pamigci.

b) czas dostgpu (do informacji), T4 :

c) czas cyklu zapisu dla pamigci bez zniszczenia informa-
cji, T:

d) czas od$wiezania wiersza (dla dynamicznych pamigci pot-
przewodnikowych), ¢,

e) czas cyklu od§wiezania pamigci (dla dynamicznych pa-
migci pOtprzewodnikowych), T,

5 Sprawdzenie pojemnosci informacyjnej E wg norm przedmiotowych

6 Sprawdzenie pojemnosci komorki pamigei C wg norm przedmiotowych

7 Sprawdzenie zachowania informacji przy zaniku zewngtrznego wg norm przedmiotowych

napigcia zasilania

KONTIEC
Zalgcznik

Informacje dodatkowe
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ZALACZNIK

PODSTAWOWE TESTY KONTROLNE PAMIECI OPERACYJNEJ

1. Test ,cigzki“ polega na takim rozmieszczeniu in-
formacji w pamigci operacyjnej, przy ktérym stosunek
sygnatu do zaktécenia pamieci przyjmuje warto$¢ mi-
nimalng; warto$¢ ta zalezy od konfiguracji matrycy.
Testami ,ci¢zkimi“ sa testy podane nizej w 2, 3 1 4.

2. Test ,przemienny”“ — odmiana testu ,ci¢zkiego®
wykorzystywana do sprawdzenia wptywu informacji za-
pisanej w sasiednich komorkach na informacj¢ zapisa-
na w badanej komoérce pamigei; informacja jest za-
pisana w postaci kombinacji bitowej, skladajacej si¢
na przemian z zer i jedynek, zgodnie z rys. Z-1.

Oznaczenia na rys. 1+8:

N — liczba adres6w pamigci,

C — pojemnos$¢ komorki pamigci w bitach,

A -— kombinacja bitowa zapisywanej informacji do
komérki pamigci,

A" — kombinacja bitowa informacji odczytywanej z

komoérki pamigci,
i — biezacy adres (numer) komdrki pamigcel.
Wykonujac test, najpierw nalezy zapisa¢ informacje
w wyZej podany sposéb, a nast¢pnie odczytaé ja i
sprawdzic.

3. Test ,przemienny podwéjny“ — odmiana testu
~przemiennego®. Test nalezy wykonac zgodnie z rys. Z-2.
4. Dopelnienie testu ,cigzkiego“ — jest testem po-
wstatym z zamiany ,0“ na ,1 i ,1° na ,0° w tescie

scigzkim™.

5. Test ,adresowy”“ jest testem, w ktorym do kazdej
komorki pamigci zapisuje si¢ jej numer (adres). Test
wykonuje si¢ zgodnie z rys. Z-3.

6. Test ,przeglad” — sprawdza pamig¢ w warunkach
maksymalnego zakldcenia statycznego wywolanego cal-
kowitym pradem uplywu wszystkich komdrek pamigci
znajdujacych si¢ w tym samym stanie.

Wszystkie komdrki pamigci zapisuje si¢ kombinacja-
mi bitowymi sktadajgcymi si¢ np. tylko z zer, po czym
odeczytuje si¢ je z jednoczesng kontrols.

Nastgpnie operacj¢ powtarzamy, zapisujac komorki
pamig¢ci kombinacjami bitowymi skiadajacymi si¢ w
tym przykladzie tylko z samych jedynek.

Kolejnosé adresowania w tescie — wg rys. Z-4.

7. Test sprawdzajacy czy odczytywanie nie niszczy
zapisanej informacji. Aby sprawdzi¢ wzajemne oddzia-
tywanie (na siebie}) komorek sgsiednich przy zapisywa-
niu do nich takiej samej informacjs, nalezy zapisad
okres$lona kombinacje bitowa do pierwszej komorki,
odczytaé ja 1 sprawdzi¢, po czym t¢ samag kombinacjg
bitowg zapisa¢ do drugiej komorki, a nastgpnie odczy-
ta¢. informacj¢ z obu, komorek, itd., jak to pokazano
na rys. Z-5.

Wykonuje si¢ n dostgpéw do komdrki pierwszej,
n-1 — do drugiej oraz tylko jeden dost¢p do ostat-
niej komorki.

8. Test ,kontrola linii stow* jesi przeznaczony do
sprawdzenia wzajemnego wptywu szyn adrescowych

linii stow.

Test polega na zapisaniu do sasiednich komorek
kombinacji bitowych ,,0%, ,1“, przemiennych, a nast¢p-
nie na odczytaniu ich i sprawdzeniu.

Algorytm testu jest taki sam, jak algorytm testu
przemiennego. Roéznica zawiera si¢ w informacji tes-
tujacej

A = a,
gdzie wszystkie bity a, a. przyjmuja jednakowa
warto$¢ ,0° lub ,1“.

9. Test ,kontrola linii bitéw“ jest przeznaczony do
sprawdzenia wzajemnego wplywu szyn adresowych linii
bitow. Od poprzedniego testu rézni si¢ tym, ze ,0°
i ,1“ zapisuje si¢ w liniach bitow.

Algorytm testu jest taki sam jak algorytm testu
.przegladu“. Réznica zawiera si¢ w informacji testuja-
cej:

A = ai, aa,

gdzie ax+1 = ar dla k = 0,1, ¢c — 1.

10. Test ,zapis, zapis-odczyt, do przodu i wstecz“ jest
przeznaczony do sprawdzenia wzajemnego wplywu sg-
siednich komérek przy zmianie w nich informacji oraz
do oceny procesdéw przejéciowych przy odczycie z mak-
symaing czgstotliwoscia roboczg.

Pod wszystkie adresy pamigci zapisuje si¢ okreslona
informacje, np. wszystkie jedynki tak jak to pokazano

“na rys. Z-6, odczytuje si¢ je, a nast¢pnie sprawdza.

Po kazdym odczycie wedlug sprawdzanego adresu
nastepuje zapis informacji przeciwnej, w tym wypadiu
wszystkich zer.

Po sprawdzeniu wszystkich adresow, powtarzamy
procedur¢ w odwrotnej kolejnosci, tj, od najwigkszego
adresu do najmniejszego.

i1. Test ,marsz¥ jesi przeznaczony do sprawdzania
szyn adresowych, poprawnosci pracy komorki i matryc
dekodujacych. Pod wszystkie adresy zapisuje si¢ okres-
lone kombinacje bitowe, odczytuje si¢ je ze sprawdze-
piem, a nastgpnie zamienia na pizeciwnc. Po przej-
$ciu ostatniego adresu procedur¢ powtarzamy, rozpo-
czynajac od najmniejszego adresu. .

Algorytm testu jest taki sam, jak algorytm testu
.zapis, zapis-odczyt, do przodu i wstecz®.

12. Test ,ping-pong“ jest przeznaczony do okreslenia
wzajemnego wptywu szyn adresowych podczas szybkie-
go zmieniania sygnatéw adresowych.

Algorytm testu jest przedstawiony na rys. Z-7.

Do badanej komérki zapisuje si¢ okreslong kombi-
nacje bitowa, a do pozostatych — przeciwne. Na-
stepnie odczytujemy informacje z komorki przylegajace]
do komorki badanej (informacje przeciwna), odczytuje-
my okre§long kombinacje bitowa, odczytujemy
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przeciwna kombinacj¢ bitowa z nast¢pnej komorki, od-
czytujemy okreslong kombinacj¢ bitowa itd. az do os-
tatniej komoérki pamigci. Nastgpnie okreslong kombi-

nacje bitowa zapisujemy do nastgpnej komorki, a do
poprzedniej — przeciwng i proces powtarzamy dotad,

az test przejdzie wszystkie komorki.

'13. Test ,galop® jest realizowany tak samo jak test
~ping-pong“, r6zni si¢ od niego tylko tym, ze przeciw-
na kombinacje bitowa odczytuje si¢ dwukrotnie.

Algorytm testu przedstawiono na rys. Z-8.

14. Test ,podatno$¢ na regeneracje linii bitéw (linii
.stow)* jest przeznaczony do sprawdzenia drog regene-
racji pamieci dynamicznych i ich zdolno$ci do prze-
chowywania informacji w okresie regeneracji.

Do wszystkich komdrek wybranej linii bitow (linii
stow) zapisuje si¢ same jedynki. Do jednej z komdrek
tej linii bitow (linii stéw), w czasic calego regenero-

powtarza si¢ dla kazdej linii bitow (linii stéw), przy
czym w poprzedniej linii bitéw (linii stow) ustala sig in-
formacja — same jedynki.

Liczbe zapisOw zera ustala si¢ dzielac przerwg na
regeneracj¢ przez czas dostgpu do pamigci.

15. Test  krzyi“ jest przeznaczony do sprawdzenia
podatno$ci na zmiany stanéw komorek sgsiednich uto-
zonych w krzyz. Kazda komoérka pamigei jest badana
oddzielnie. Do komorki zapisuje si¢ okreslong kom-
binacj¢ bitowa skiadajaca si¢ z jedynek lub zer, a do
kazdej z czterech sasiednich komérek — kombinacje
przeciwna.

Komérka testowana (do ktorej zapisano okreslong
kombinacje bitowa) i cztery sasiednie komorki tworza
krzyz. ,

Nastepnie zmienia si¢ informacj¢ w czterech komor-
kach i sprawdza si¢ wplyw tej zmiany na komorke
badang. h

INFORMACJE DODATKUOWE

wania, wielokrotnie zapisuje si¢ tylko =zero. Test
1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Instytut Maszyn Matema-
tycznych.

2. Normy zwiazane

PN-83/T-42106 Urzadzenia komputerowe. Ogdlne wymagania
i badania
PN-84/1-42107 Urzadzenia komputerowe. Bezpieczeitsiwo elek-

tryczne i mechaniczne. Wymagania i metody badan
BN-85/3108-01 Komputery. Niezawodnos¢. Podstawowe wskazniki

niezawodnosci
BN-85/3108-02 Komputery. Niezawodnos¢. Metody badan
BN-78/3108-03 Komputery. Niezawodno$¢. Wymagania ogoélne

3. Normy mig¢dzynarodowe

RWPG CT C3B 3421-81 Mamufasl BbIYACIUTEIbHBIE ¥ CHCTEMbL
00paboTky JaHHBIX. YCTPOHCTBA ONEpPaTHBHBLIE 3allOMHHA-
roue. ObIIHe TEXHHYECKHE TpeOOBanUs H METO/bI HCIbITA~
uuil — norma réwnowazna, z wyjatkiem zmniejszenia za-
kresu testéw kontrolnych pamigci o nastgpujace, nie spel-
niajace wymagan w zakresie warunkow krajowych: test loso-
wy, test pseudolosowy, test ,deszcz", test nadresowanie do-
datkowe®, test ,wiclokrotny odczyt z dowolnej komorki pa-
mieci®, test ,bieg”.

4. Autorzy projektu mormy — mgr inz. Anna Halska-Dodacka,
mgr Krystyna Radzimowska — Instytut Maszyn Matematycznych.
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